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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAIS DES DETECTEURS SEMICONDUCTEURS
POUR RAYONNEMENTS IONISANTS

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techni
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exphmse
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et so

3)

4)

La présente reco
nucléaire.

réunions t
réunion, un
en octobre 196t

cés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud Pays-Bas

Australie Pologne

Belgique Royaume-Uni

Danemark Suede

Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Tchécoslovaquie

Isragl Turquie

Ttalie Union des Républiques Soc1ahstes Soviétiques
Japon Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST PROCEDURES FOR SEMICONDUCTOR DETECTORS
FOR IONIZING RADIATION

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by
sense.

3) In order to promote this international unification, the I E C expresses the wish tia
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendati
rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recogmzed of extendmg international agreement on thege ma

tion.

A first draft was discuss
held in Tel-Aviv in 1966, i
a final draft was submittedto
October 1968.

avour of publication:

Poland

South Africa

Sweden

Switzerland

Turkey

Israel Union of Soviet Socialist Republics
Ttaly United Kingdom

Japan United States of America
Netherlands Yugoslavia

The following countrigs
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METHODES D’ESSAIS DES DETECTEURS SEMICONDUCTEURS
POUR RAYONNEMENTS IONISANTS

1. Domaine d’application

La présente recommandation s’applique aux détecteurs semiconducteurs pour rayonnements
ionisants.

préamplificateur de fagon non séparative, peut dans certains cas
des méthodes d’essais indiquées.

Les méthodes d’essais pour I’électronique associée sont décri ; 10ationy40 dela CEI:
Méthodes d’essais des amplificateurs et préamplificateu }
rayonnements ionisants.

2. Objet

Elle ipapliquge selle
étre 2

tions permanentes du dispositif.
3.2 Toutes les mesures doivent étre effectuées en plagant le dispositif dans I’obscurité totale.

3.3 La température et les conditions d’environnement du dispositif doivent étre précisées, ainsi que les
autres conditions de mesure.

3.4 Les valeurs des parametres mesurés devront étre. reproductibles, compte tenu de la précision des
mesures, aprés I’achévement d’un quelconque ou de I’ensemble des essais effectués. .

3.5 La source assurant la polarisation du détecteur ne devra pas influencer de maniére significative les
mesures des paramétres du détecteur par son ondulation, son ronflement, etc.
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TEST PROCEDURES FOR SEMICONDUCTOR DETECTORS
FOR IONIZING RADIATION

1. Scope

This Recommendation applies to semiconductor detectors for ionizing radiation.

Rapid advances in this field, for example the introduction of integral assemblies ofdete
preamplifiers, may make modification of the test procedures necessary in some casg

Radiation.

2. Object

detection and analysis of heavy charged particls
proved very useful in the detection and analysf
detectors has made desirable the establishment
may have the same meaning tg alkmanuafasturers ax

41l tests described herein are mandatory;

This Recommendation 2
eted devices shall be performed in accordance

but only that such tgsts as
with the procedure@x.

3. General requirement:

3.1 Maximum diodewoltage\cur¥ent, radiation flux ratings and other specification limits should not be

3.2 All measurements shall be performed with the device itself in total darkness.

3.3 The temperature and the ambient conditions of the device shall be specified, together with other
relevant conditions.

3.4 The values of the parameters measured should be reproducible, within the precision of the measure-
ments, after any one or all of the tests have been performed.

3.5 The detector bias supply shall not significantly influence the detector parameter measurements with
ripple, hum,.etc.
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4.  Terminologie

4.1 Détecteur semiconducteur

Détecteur a ionisation dans lequel un champ électrique permet la collection sur les électrodes de
I’excédent des porteurs de charge produit dans un.semiconducteur par un rayonnement ionisant.

J

4.2  Rendement d’un détecteur

Rapport dunombre de particules détectées au nombre de particules de méme nature ayant frappé
Ienveloppe du volume utile du détecteur pendant le méme temps.

- 4.3  Rendement de détection

Pour des conditions de détection données, rapport du nombrg
de particules de méme nature émises par la source de rayonné

4.4 Largeur & mi-hauteur (LMH)

Dans une courbe représentant une distribution-e
pic.

4.5 Fluence (de particules)

4.6

AP
Symbole: ¢ @ = A7 (voir note)

'

SECTION UN — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

5. Caractéristiques courant-tension

Le détecteur étant placé dans ’obscurité totale, on trace point par point la courbe représentative
de son courant inverse en fonction de la tension de polarisation appliquée Va & une température
maintenue constante (voir figure 1, page 10). Il faut laisser au dispositif un temps suffisant pour
atteindre I’équilibre a4 chaque tension appliquée. Les deux caractéristiques & tension croissante et a
tension décroissante doivent étre tracées. Les variations de tension doivent étre suffisamment lentes
pour bien mettre en évidence tout effet d’hystérésis. - ‘

Note. - Les définitions de fluence, débit de fluence, etc., figurent dans le rapport N° 11 de ia Commission Internationale
des Unités et Mesures Radiologiques (CIUR). !
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4. Terminology

4.1 Semiconductor detector

An ionizing detector in which an electric field is provided for the collection at the electrodes of the
excess free charge carriers produced in a semiconductor by ionizing radiation.

4.2 Detector efficiency

The ratio of the number of detected particles to the number of similar particles which are incident
in the same time interval on the envelope limiting the sensitive volume.

4.3 Detection efficiency

Under stated conditions of detection, the ratio of the number of detected par
of similar particles emitted by the radiation source in the same time interval.

4.4 Full width at half maximum (FWHM)

In a distribution curve comprising a single peak, the distance betwes 8 two points

on the curve whose ordinates are half of the ordinate of the

4.5  (Particle) fluence

At a given point of space, the quotient of the-x g incident during a given time
interval on a suitably small sphere centred at{that ﬁt, s-sectional area Aa of the sphere.
A

4.6  (Particle) fluence rhte \pary

SECTION ONE — ELECTRICAL CHARACTERISTICS

5. Current-voltage characteristics

With the detector in total darkness, a point-by-point plot is made of the reverse bias leakage current
as a function of the detector voltage Va at a constant temperature (see Figure 1, page 11). Sufficient
time should be allowed for the device to reach equilibrium at each applied bias voltage. Both the
points corresponding to successively increasing and successively decreasing voltage should be recor-
ded. The voltage changes should be made slowly enough to properly exhibit any hysteresis effects.

Note. — The definitions of fluence, fluence rate, etc., are included in Report No. 11 of the International Commission
on Radiation Units and Measurements (ICRU).
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